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Introducéo

Estudos mostram que existe um grande interesse

em preparar eletrodos modificados. Diversos
materiais sdo modificados como platina, ouro,
carbono vitreo, carbonos ceramicos, etc. A

modificagdo do eletrodo de ouro com compostos
contendo grupos tiois deve-se a forte ligacdo
covalente que se forma entre o AuS. Muitos
trabalham relatam o uso do ferrocianeto ou do
complexo hexacianoferrato de cobre (CuHCFe) como
molécula sonda, pois o complexo formado apresenta
uma alta estabilidade.™?

Resultados e Discussao

A primeira etapa deste trabalho foi modificar a
superficie do eletrodo de ouro através da formagéo de
um filme de 3-mercapto-propiltimetoxisilano (3MPT)
através da ligacdo do Au-S em meio etandlico, na
presenca de 10 mmol L' do precursor da rede. Na
etapa seguinte o eletrodo modificado, AuS, foi imerso
numa solugdo contendo 20 mmol L' de Cu(NO),.
Para a formagdo do CuHCFe sobre o eletrodo, este
foi colocado em contato com uma solugdo de
KsFe(CN)s 20 mmol L' A obtengdo de filmes de
diferentes espessuras esta relacionado com a
guantidades de vezes que o eletrodo é imerso nas
solugbes contendo os ifons Cu* e Fe(CN)". O
esquema da modificagdo do eletrodo é apresentado
na figura 1.
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Figura 1. Esquema da modificacdo do eletrodo de
ouro.

Para estudar a modificagcdo do eletrodo foram
realizadas medidas de voltametria ciclica, numa
célula eletroquimica convencional, onde o eletrodo
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de trabalho foi o AuSCuHCFe, o eletrodo de
referéncia usado foi o de calomelano saturado e o
contra eletrodo foi um fio de platina, o eletrdlito
suporte usado foi 0 KNO; 0,10 mol L™ .

Verificou-se a formacdo do filme de 3MPT na
superficie do eletrodo pelo bloqueio da oxidagéo e
reducdo do 6xido de ouro. A adsorcdo dos Cu? foi
verificada pela presengca de um pico de corrente
durante a varredura anddica. A formacédo do complexo
CuHCFe ficou bem evidente através dos picos de
corrente envolvendo a reagéo:

KQU'[Fe"(CN)] + K + & KoCu'Fe (ON)s ]

A figura 2 mostra os voltamogramas obtidos para
os eletrodos AuS e o eletrodo AuSCuHCFe,
modificado com oito camadas.
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Figura 2 — Voltamogramas ciclicos para o eletrodo
AuS e o eletrodo AuSCuHCFe com oito camadas de
CuHCFe, em KNO5 0,10 mol L', v =20 mVs™.

A formacdo de sucessivas camadas do fiime de
CuHCFe ficou evidente pelo aumento das densidades
de corrente dos processos tanto durante a varredura
anddica quanto no na varredura catddica de potencial.

Conclusdes |

Os resultados eletroquimicos obtidos para o
eletrodo AuSCuHCFe comprovaram a formacdo dos
filmes de 3MPT e de CuHCFe. O eletrodo apresentou
um comportamento estavel e um processo difusional
dos ions K" nos poros das camadas.
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